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前言

X射线荧光光谱分析是一种应用非常广泛的化学成分分析手段，始于20世纪50年代初，至今在分析理
论、方法、仪器和应用等方面都取得了长足的发展，尤其是基本参数法进入实用阶段后，X射线荧光
光谱定量分析依赖相似标样的情况得到改善，使X射线荧光光谱分析不仅成为化学分析实验室的常用
方法，而且在现场分析、在线分析以及非破坏分析上发挥着重要的作用，是其他方法无法替代的。
基本参数法的理论基础是谱线强度和元素浓度之间的理论关系，也就是说，根据测量的谱线强度和测
量条件，就可以计算出待测元素的浓度。
所以，基本参数法从理论上说，是不需要相似标样的，只需要用样品对仪器因子进行校正，这样的样
品可以是纯元素样品，也可以是多元样品。
早期的基本参数法因为计算机的速度不够快，理论强度计算模型不完善，X射线管原级谱强度分布的
测定或计算不够准确，以及用于理论强度计算的一些基本参数误差较大等原因，造成分析结果不够准
确，因此产生了理论影响系数法。
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内容概要

　　《X射线荧光光谱的基本参数法》是X射线荧光光谱分析领域专门讲述基本参数法的第一本书。
书中，作者结合自己的研究成果和实践经验，系统而详细地介绍了X射线荧光光谱分析中的基本参数
法的基本原理、方法中用到的各种基本参数、理论荧光强度计算、散射对理论荧光强度的影响、多层
膜样品中荧光强度计算的问题、基本参数法的实现和应用实例，书末还列出了重要的基本参数。
　　本书可供从事X射线荧光光谱研究与实际分析的科研和技术人员阅读，也可作为X射线荧光光谱分
析或相关专业教师和研究生的参考读物。
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编辑推荐

《X射线荧光光谱的基本参数法》是由上海科学技术出版社出版的。
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